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    木检定规程经国家技术监督局于1992年6月29日批准，并自

1992年12月1日起施行，

归口单位: 北京市技术监餐局

拐草单位: 北京市计量科学研究所
            中国计量科学研究院

本规裸技术条文由起草单位负贵解释。’
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“、0标准平面源检定规程

    本规程适用于新制造的和使用中的用于校准n, S表面污染仪的
。、日标准平面源 仍最大能量大于0.15 MeV)的检定。

                            一 概 述

    标准平面源分为两类，一种是所谓“薄源”，由某种放射性核素

沉积或结合在衬托材料的一个面上而构成。衬托材料具有导电性，其

厚度足以防止源的粒子辐射穿过衬托.另一种是所谓 “厚源”，由放射

性核素均匀分布在厚度至少等于饱和层厚度的材料中构成，其活度是

指饱和层内含有的放射性活度.一级和二级标准平面源必须是薄源.

    平面源发射具有一定能量的粒子，用于校准流气式正比计数器等

相对侧量装置的效率或a、日表面污染仪的表面活度响应。

                        二 技 术 要 求

    1在源的非活性面应标有核素名称和编号、
    2实验室和现场使用的平面源分为一、二级和工作标准级。一、

二级源必须是薄源，且源表面导电良好。活性区面积推荐为100 mm

x150 mm，采用的核素见附录1.而工作标准级源的核素和活性区面

积很据需要来定.各级源的表面发射率、活度的不确定度和均匀性必

. 1

要 宋

      { 二* !
不确定度不超过s q6

不确定度不超过 IQ*

不确定度不超过s%州澳面发射申 }不确定度不超过

活 度

均 匀 性 优于 10肠
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须满足表1中所列要求。

3 源的非活性面应无放射性污染 (符合GB 4076中规定的要

求)

三 检 定 亲 件

    4 表面发射率标准

    4.1一级标准平面源的表面发射率须由2 7ca, 2邓粒子发射率

国家基准装置、国家副基准装置或一级标准装置测定，测定结果的总
不确定度不超过2.5 (置信因子为3).

    4.2二级和工作级标准平面源的表面发射率可由二级标准装里目
量给出，二级标准装置的测量结果总不确定度不超过4%.
    5 其它检定设备

    5.1计时器最小分度值不大于0.18.

    5.Za,日表面污染测量仪。

    5.3测均匀性用的带窗模板。
    6 检定实验室的环境条件

    6.1检定时的正常温度为20士50C.
    6.2检定时的相对湿度应低于75%.

    6.3外界电磁场、磁感应和环境本底对测量影响应小至可忽略不

计.应避免机械振动和撞击.

四 检定项目和检定方泊

    ， 表面发射率和活度

    7.1将标准源置于标准装置的探测器内，调节流气速率，并将其
工作电压选在坪曲线的中部，待计数稳定后计数，确定计数时间使统
计涨落引起的误差小于规定的值，在此时记录粒子计数率N。

    7.2记录相同条件下的本底计数率Nn，按下式计算表面发射
率.

                ，4..=(N一NO -K,-K.               (1)

式中 K -探测器死时间的修正系数，其值按下式计算.
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K.二 1_          1一1V.
(2)

式中 N，— 单位时间内的死时间.

      《一 小能量漏计数修正系数。可由计数率的积分曲线的直线

            部分外推到零阂处后计算得到。

    7.3平面源活度由下式确定
                A =2q}.-K.-Kb-Kt =q,, Is             (3)

式中 K., Kb和Kf— 分别为源的自吸收、反散射和覆盖膜吸收的

                        修正系数，

      e— 平面源的源效率。必须用可溯源到国家计量基准的方法
            给出，其不确定度不超过6%。

    8 均匀性

    8.1对活性区面积至少为104MMI的平面源才进行本项检定。

    8.2将平面源放置在表面发射率标准装置的探测器内，其活性区
上N盖带窗的模板。

    8.3测量通过窗口发射的粒子计数率，方法同7.1款，第‘个窗

单位面积的计数率表示为n’。窗口面积应不大于10 CM1.

    8.4均匀性由下式确定.

又 (n,-".)3
石不 刀万一 1

(4)
，
/
v
1
一﹃，

                                (m异9)

式中 n— 平面源整个活性区的单位面积计数率。

    8.5用一级标准平面源校准过的闪烁计数器替代流气式正比计数
器装置时，保持模板窗口相对闪烁计数器探测窗口的相同几何条件，

测定每个窗口的计数率n,:式(4)中的n可用in个窗口上的平均位
代替。

    9 非活性面的放射性污染

    9.1做好。. 0表面污染仪测量前的准备工作;工作电压指示须

符合使用说明书规定的值，探头窗口的避光薄膜必须没有破损.
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    9,2用a,日表面污染仪测定所在位置的本底指示值，也可以在

探测窗前插入一块3 mm厚的铝板，读出本底指示值.

    9,3用。、d表面污染仪测定平面源非活性面的放射性污染水平，

探测窗与非活性面的距离为5 mm,

                  五 检定结果处理和检定周期

    14 经检定合格的标准平面源发给检定证书，检定不合格者发给

检定结果通知书.
    11 标准平面源的检定周期为2年.检定项目中，均匀性仅在首

次检定中进行检定。但发现活性区表面有脱落现象的应及时送检所有

检定项目.
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附 录

附录1

标准派一些核案的特性

半 衰 期 }盛大能备 推荐的佩托最小厚度

放射性核景

          仙 (年) (盆ev) MAJ91， I。 18(ms-cm 2) (mm) (mm)
肠 760 156 22 0.08

147 PM 困.6皿 至2‘ 35 一 16 0.04

204T1 吕.76 花 ， 180

        }

0.7

一
一 0.23
一

二0 600 000 710 170 0.0 0.20

f OSr+..y 28.5 2盆74 廿50 J‘! 1.1

"IRu十144Rh 1.01 3 540 卫 JOO 4.a 工.7

.up. !;，2.。
11  6 644

心

{

下 。，。2
}

1 份.01
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附录

                      推荐的带窗傲板

    采用铜板制成。其厚度要足以吸收源发射的最大能量的粒子 〔见

附录1，对于a发射体和最大能量小于1 MeV的A发射体，其铜板厚
度可为1 mm).模板共有三块，每个板上开一个 窗孔，其面积为

6 cm'，不同方位放置时，其孔位置应在150 mm x 100 mm的活性区
的对角线上均匀分布，示于下图。

150mm

带窗模板不同方位放置示意图


